NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

Spektrometr XRF EDX 3600H

Spektrometr EDX 3600H wykorzystuje
nieniszczacg technologie XRF do szybkiej i
- doktadnej analizy probek mineralnych i
d ﬁw = stopow metali. Analizator posiada lampe

l— rentgenowska o niskiej energii zapewniajaca
wysoki poziom wzbudzenia pierwiastkow
lekkich jak Cl, Br, a takze krétki czas analizy i
wysoka sprawnos¢ pomiaréw. Detektor SDD o

EDX3600H o . . . : .
EDXRF SPECTROMETER wysokiej czutosci gwarantuje wysoki poziom
liniowosci energii, dobra rozdzielczos$¢ energii,
(j_ 4 witasciwosci spektrum i wysoki stosunek piku

do tta. Technika rozdziatu widma zwieksza
doktadnos¢ réwnoczesnej analizy lekkich
pierwiastkow.

Cechy produktu

e Spektrometr zapewnia profesjonalng analize pierwiastkowg stopow metali, mineratéw oraz pomiary
grubosci powtok i analizy zgodnosci z RoHS.

e Whbudowany wzmacniacz sygnatu wzgledem zaktdcen zwieksza zdolnos$¢ obliczeniowg do 25 razy.
e Zestaw filtrow i kolimatoréw przetgczany automatycznie dla réznych typéw prébek.

e Chtodzony elektrycznie detektor SDD o wysokiej
rozdzielczosci zamiast detektora chtodzonego LN2.

e Oprogramowanie analityczne FP (Fundamental
Parameters) w petni kompatybilne ze
spektrometrem. Posiada mozliwos¢ rozbudowy
istniejacych i tworzenia wtasnych bibliotek widm
referencyjnych do badan poréwnawczych .

e Potrdjny system zabezpieczenia uzytkownika.
Wzmocniona pokrywa komory pomiarowej z ptyta
otowiang i automatycznym wytaczeniem lampy w
przypadku préb otwarcia pokrywy lub po wytgczeniu
oprogramowania.

e Precyzyjny system wyboru punktu pomiarowego z
kamerg CCD o wysokiej rozdzielczosci.

e Pojemna prdézniowa komora pomiarowa niweluje wptyw czynnikéw atmosferycznych i znacznie
zwieksza doktadnos¢ pomiaréw matych i cienkich prébek

e Whbudowany wyswietlacz LCD wyswietlajacy podstawowe parametry urzadzenia
e Atmosfera pomiaru —w powietrzu lub prézni (pompa préozniowa dostarczana w standardzie).
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EDX 3600H, profesjonalny spektrometr EDXRF do analiz pierwiastkowych
SDD chtodzony termoelektrycznie o wysokiej rozdzielczosci energii

140 +/- 5 eV

lampa rentgenowska z oknem typu super-thin

5-50 W

5kV —50 kv

50 pA—1mA

60-200 s

od Na (sodu) do U (uranu)

do 24 pierwiastkéw

1 ppm —99,99%

0,05% (zawartos¢ powyzej 96%)

ciata state, proszki, ciecze

Mozliwos¢ pomiaru powyzej 3 warstw, max grubos¢ powtoki do 0,005 pm

Kamera CCD o wysokiej rozdzielczosci

Pojemna komora pomiarowa z systemem prézniowym.
Pojemnosé: 320 mmx100 mm

Automatyczny przetgcznik filtrow i kolimatoréw dla réznych typéw probek
Potréjny system zabezpieczen przed promieniowaniem.

110/220 VAC +/- 5V (zalecane zrédto stabilizowane)

660 x 510 x 350 mm; 65 kg

+15°Cto+30°C

35% - 70%

Wyswietlacz LCD 90 x 70 mm z prezentacjg podstawowych parametrow
urzadzenia

Detektor SDD, wzmacniacz sygnatu do zaktécen (SNE), system optymalizacji
Sciezki swietlnej, wbudowana kamera CCD, zestaw filtréw i kolimatoréw z
automatyczng zmieniarkg, oprogramowanie analityczne FP, zasilanie nisko- i
wysokonapieciowe, zestaw komputerowy do zarzgdzania urzgdzeniem.

Zastrzegamy mozliwos¢ zmian specyfikacji bez uprzedniej informacji

W komplecie ze spektrometrem dostarczana jest przeptywowa,
dwustopniowa, olejowa pompa prézniowa typu topatkowego. Atmosfera
prozni redukuje wptyw czynnikéw atmosferycznych i poprawia
doktadnos¢ pomiardw dla pierwiastkéw lekkich.
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . Envlsense
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Gtéwne obszary zastosowan: " RoHS
> Petne analizy pierwiastkowe w pr & ey

cementowym i mineralny
> Analizy zgodnosci z RoHS w przemysle
elektrycznym i elektronicznym
» Sortowanie metali, recykling, analizy
metalurgiczne
> Analizy zawartos$ci metali szlachetnych,
mozliwos¢ kalibracji dla katalizatoréow
(Sladowe zawartosci: Pt, Pd, Rh).
Badania naukowe, cele edukacyjne

Limity detekcji dla spektrometru EDX 3600H

Limity detekcji po 100 sekundowej analizie w atmosferze powietrza
Pierwiastek | Matryca SiO2 (ppm) |Pierwiastek| Matryca SiO2 (ppm)
o} 30 Br 3
cl 20 Rb 0.7
25 Sr 5.8
18 Nb 6
Ca 15 Zr 4.9
Sc 6 Mo 5
Ti 5 Ag 3.8
v 3 Sn 4
Cr 2 Cd 4
Fe 3 Sb 8
Co 4 Ba 130.7
Ni 3 Pb 4.1
Cu 3 Au 5
Zn 4 Hg 5
As 2 Na 0.53(%)
Se 2.5 Mg 0.138(%)

Dystrybutor firma EnviSense posiada zezwolenie Paristwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie dziatalnosci, o
ktérej mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe Nr D-18077 z dn. 02-03-2012 z aneksem z dnia 28-03-2014.
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